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Teszt és diagnosztika (GEVEE229ML) targy iitemterve levelezé tagozatos MSc
hallgatok részére

Foglalkozas Témakor
sorszama
1. Non-destruktiv tesztelési modszerek

Nem destruktiv tesztelési modszerek az iparban, kiilonos tekintettel az
elektronikai gyartasra.

Nem destruktiv tesztelési modszerek felsorolasa, rovid ismertetése,
alkalmazasi terliletek ismertetése, hibafeltaras lehetdségei és korlatai.

2. Elektronikai gyartas soran alkalmazott tesztelési modszerek
altalanos ismertetése

Tesztelési modszerek felsoroldsa és rovid ismertetése alkalmazasi
teriletenként. Modszerek Osszehasonlitasa, értékelése hatékonysag,
megbizhatdsdg, gazdasagossagi szempontokbol.

3. SPI1, AOI, AXI, ICT, FP, FT, Boundary Scan — JTAG tesztelési
modszerek részletes megismerése.

o A targy lezarasanak mdédja:
Alairas és kollokvium

o Az alairas megszerzésének feltétele:
Foglalkozasokon val6 részvétel

e Akollokvium jellege:
Irasbeli, a hallgatokkal elére megbeszélt idépontban

Miskolc, 2019. 09. 03.

Dr. Siménfalvi Zoltan Erdésy Daniel
egyetemi docens, dékan tanarsegéd
Gépészmérnoki és Informatikai Kar
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Vizsgazarthelyi dolgozat

1. Ismertesse az automatikus optikai ellendrzést!
2. Ismertesse a funkcionalis teszteket!
Megoldasok
Ismertesse az automatikus optikai ellenérzést!
Az alkatrész betiltetés utani elso ellendrzési lehetdség az AOI
e optikai uton képfeldolgozoé algoritmusok segitségével megkeresik az alkatrész
betiltetés soran bekovetkezo hibalehetdségeket
o c¢l: a beiiltetés soran bekovetkez6 hibakat észrevenni, amelyek lehetnek:
o hidnyzo6 alkatrész
o alkatrész elcsuszas
o szoghiba
o polaritds hiba
o nem megfeleld alkatrész beiiltetése
o Az AOI felhasznalhat6 a forrasztas utani hibak ellenérzésére (PSI-post solder
inspection)
o feltarhato hibak:
o felmelegedo alkatrész
o elfordult alkatrész
o tul kevés forrasz
o forrasz athidalas
o tul sok forrasz
o forraszgolydk megjelenése
o megemelkedett 1ab
forraszpaszta bediltetett SMD-k SMD-k és a forrasztott
AOI AOI kotések AOI
(post paste) (post placement) (post reflow)
- ) 5 — T
ol >
sablon alkatrész-beiilteto reflow kemence szerelt aramkor
nyomtato gépek tar
|
AQI- al megelozhetd a hiba AOI- al detektalhato a hiba

Solder Paste Inspection (SPI), Automatic Placement Inspection (API),
Post-Soldering Inspection (PSI), Universal AOI (UAOI),

Automatic Final Inspection (AFI)

Vannak kombinalt berendezések (PSI és API-ra képesek)

Vannak univerzalis berendezések (UAOI, SPI, API, PSI-t tudjak)
Elényei: gyorsasag, pontossag, hosszitavon olcsobb az MVI-tdl, sokkal
objektivebb eredményt ad
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AOI-k korlatai

csak az optikailag lathatd6 meghibasodasokat tudja felfedni

beallitasa viszonylag bonyolult, miikodése soran eléfordulnak fals hibak és atcstszott
hibak

ez a gyartosornak a szlik keresztmetszete: nem tud olyan gyorsan ellendrizni, mint
amilyen gyorsan gyartanak megoldas lehet: egymas mellé tobb AOI-t kell telepiteni,
egymassal parhuzamosan miikddnek (anyagi korlatai vannak)

AOI rendszer lehet:

Az AOI rendszer felépitése:
1.

2D

3D

Inl Ine Opliksi fej egység
. . 2 Kameriak
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Képalkotasi rendszer: tartalmazza Szarciolomez 15

. . . 7 mechanzmus «J L
az optikai fejegységet (szenzorok, (Brgyasztalial |
optikai megvilagitas)

Mozg¢ alkatrészek: hajtasok és

tengelyek

Vezérl6 és képfeldolgozo rendszer: . R
szamitogép, szoftver ill. p— i e o)
mechanikai egységek vezérlésére

hivatott PLC ©

SzerelOlemez azonositasa
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Lézer scanner olvassa le a panelen 1év6 informéaciot
AOI funkcioja, hogy leolvassa az informaciot
ez alapjan el tudja donteni, hogy mit kell csinalni a panellel
Azonositas:
o vonalkoddal (a hozzarendelhetd informaciomennyiség kevés)
o matrixkdddal

Az eldzéektdl elterd, de szakmailag megfeleld megoldas elfogadhato, mas abrakkal is akar.

Ismertesse a funkciondlis teszteket!

Osszeszerelt aramkori egység mitkodésének ellendrzése

ICT- passziv aramkori elemek értékeirdl €s az egyes részegységek miikodésérdl lehet
megbizonyosodni

a Boundary Scannel (B. S.) a B.S.-re alkalmas IC 6sszekottetésekrdl lehet informaciot
szerezni

miutdn ezek soran a tesztek soran a teljes panel nem keriil tapfesziiltség ald, ezekkel a
modszerekkel a teljes aramkor mitkodésérél nem tudunk informacidt nyerni

a funkciondlis teszt sordn lehet leellendrizni az ICT vagy a B.S. soran felprogramozott
eszkozoket

a funkcionalis teszter egyedi készitésii, a gyartott termékfunkcidjahoz illeszkedd
berendezés

Feladata:

a lehetd legpontosabban leutanozza azt a kornyezetet, amelyben a felhasznalo a
terméket lizemszerlien hasznalni fogja
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e ateszt soran ellendrzik, hogy a specifikdcioban meghatarozott értékeknek megfelel e

Funkcionalis Teszter lehet:
1. Alkalmazas alapu: kiilon tesztaramkort fejlesztenek az adott termék ellendrzéséhez
2. PC alapu: vezérelhetd miiszerekbdl €pitik fel; a tesztberendezés és a mérémiiszerek
valamilyen kommunikécids protokoll szerint kommunikalnak (soros, parhuzamos
jelatvitel)
A miiszerek villamos mennyiségeinek mérésére szolgal, a PC pedig az adatok
begytijtéséra és kiértékelésére hasznalhato.

Szabvanyos Protokollok
e |EEE 488 — GPIB protokollja: parhuzamos atvitelli szabvanyos protokoll
e RS 232 — pont-pont dsszekottetés; aszimmetrikus jelatvitel (1 ado 1 vevo)
e RS 422- pont-multipont sszekottetés, (1 ado, 10 vevd); szimmetrikus jelatvitel; a
fesziiltségkiilonbség hordozza az informaciot
e RS 485- multipont sszekottetés (32 ado 32 vevo)

USB: U(niversal) S(erial) B(us)
o differencialis jelatvitelt hasznal

LXI: L(an) (e)X(tension) for I(nstrumentation)

eternet halozatot hasznal ipari tesztrendszerek kialakitasdhoz
a trigger UTP-vel

vezérlé utasitasok a TPC-vel

minden eszkoznek sajat UTP-je van

a miiszerek egymassal kommunikalhatnak

VXI: VME (e)X(tension) for I(nstrumentation)
e VME= Versa Model Europa Bus
e VME kompatibilis kartyak, egy keretben helyezik el egy miiszerdobozban, a
miiszerdoboz adja a tapot, a mliszerdobozban van egy nagy sebességii hatlap, amin tud
kommunikélni (backplane)

PXI: PCI (e)X(tension) for I(nstrumentation)
e acompact PCI-t fejlesztette tovabb
e vezérlési és adatfeldolgozasi feladatokra fejlesztették ki

GPIB
e Parhuzamos jelatvitelt biztosito protokoll
e |EEE 488- kiilon vezetékek vannak a vezérlésnek és az adatnak

e Elony:
o jelatviteli sebesség novelhetd
e Hatrany:

o nagyobb tavolsdgokra nehéz gazdasagosan alkalmazni
e Rendszerbe kapcsolhat6 eszk6zok:
a) vezérld: a busz forgalmat iranyitja, ne legyen iitk6zés, ez rendszerint egy PC
b) vevd: hallgatja a buszt, parancsokat kap (kijelz6)
c) ado: adatokat €s parancsokat kiildhet a buszra
e f¢él duplex kommunikaciot valosit meg
e abusz 16 vezetékbdl all (8 adat és 8 vezérld)
e Dbite soros jelatvitel és negativ logika (0-igaz; 1- hamis)
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e a8 vezérlgjel koziil 3 handshake (nyugtazo jel), 5 adminisztrativ vezeték;
sebességel Mbyte/sec
o Iétezik egy turbositott valtozata: High Speed GPIB, 8Mbyte/sec sebességet
lehet elérni
Programok:
e Labview, Labwindows CVI, Visual C++, Basic, NI Test Stand
o mérési feladatok automatizalhatok az NITS-sel

Lehetdség van:
e naplozas
e riportkészités
e dokumentalas



